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【目的】電磁環境両立性試験の中でニーズが多い放射妨害波測定(EMI 測定)について，測定結果のバ

ラツキ要因を特定し，その改善方法を提案する。 

【背景】同じ製品であるのに，EMI測定を行う試験機関が異なると，測定結果にバラツキがみられる。

そのため，各企業では，認証試験合格のため規格値に対しマージンを大きく取るなど，コスト及び

手間がかかっている。試験機関間でのバラツキのない精度のよい EMI 試験環境が望まれている。 

【事業内容】 

地域イノベーション事業：経済産業省委託による，産業技術総合研究所が中心となり大学，11 都県の

公設機関が参加する共同研究事業。 

(1) 電波暗室の電波伝搬特性測定 

産総研，参加公設試の間で同一発信器，アンテナ，測定機器を用いて各所電波暗室の電波伝搬特

性測定及び特性評価を実施する。 

(2) 光マイクロ波測定法の提案 

精密測定に影響する不要散乱を低減する光デバイスによるマイクロ波測定方法を研究する。 

(2) 光ﾏｲｸﾛ波測定法の提案 

光変換ﾃﾞﾊﾞｲｽによるﾏｲｸﾛ波測定 

(1) 電波伝搬特性測定 

・ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞによる特性評価 

・電磁波の強さ及び位相の測定 

(1) 電波伝搬特性測定 

・電波暗室の伝搬特性評価 

【結果】 

・同一発信器，アンテナ，測定器を用いて電波暗室での電波伝搬特性測定

により，測定結果への不要反射波の影響が推測された。 

・電波暗室の伝搬特性測定を光マイクロ波測定法と既存同軸システムで測

定実施。同軸システムとの差は±1dB以下と同等レベルとわかった。 

・新規導入する GHz帯電波暗室特性測定にも適用していきたい。 当ｾﾝﾀｰの小型電波暗室 

(2) 光ﾏｲｸﾛ波測定法の提案 

電磁波→光変換デバイスの検討 
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